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  本规范经国家质量监督检验检疫总局于2010年1月5日批准,并自
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  本规范由全国无线电计量技术委员会负责解释
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半导体管特性图示仪校准规范

1 范围

本规范适用于具有插件单元或附属装置的半导体管特性图示仪 (以下简称图示仪)
的校准。

2 引用文献

GB/T13973—1992 半导体管特性图示仪通用技术要求

GB/T13974—1992 半导体管特性图示仪测试方法

使用本规范时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 集电极电流回流端 collectorcurrentcircuitfluencepoint
集电极电流流经电流取样电阻的返回端,用符号 “▽”表示。

3.2 阶梯信号归一化电路 normalizedcircuitofstepsignal
阶梯信号 “归一化电路”就是把各种不同幅值的阶梯信号 (V/级或A/级),通过

适当的比例变换、处理后,统一变为1V/级的数值处理电路。

4 概述

图示仪由主机部分 (显示屏及其控制部分)、插入单元 (包括Y偏转单元、X偏转

单元、集电极扫描电压单元、阶梯信号单元)与附属装置等组成,组成框图如图1所

示。图示仪主要用于对所有二端、三端的半导体器件进行分析和直流参数测量。广泛应

用于各电子元器件生产、科研及使用等部门。

图1 图示仪各单元组成框图
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